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Endpunkts-Detektion mit Massen Spektrometer

Problemstellung:

� Aetzprozess in  der Gasphase

� Definierte Freilegung von 
Schichtsystemen

� Genauigkeit ca. 1 Monolage

Material spezifische Sensorik
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Faraday-
Auffänger

Electronenmultiplier

Ionen-Quelle
Massenfilter

Ionenzähler

Massenspektrometer
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Prozess, schematisch, nochmal

Wenn wir Ionen „gratis“ 
bekommen, dann brauchen 
wir keine Ionen-Quelle hier
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Pressure at the place of the Mass-Spectrometer

10-5               10-4                 10-3               10-2

5 meter

50 cm

5 cm

5 mm

Ion-Molecule-Reactions

mean free path has to be
much larger than the
dimensions of the mass-
spectrometer

Pressure

Lifetime of the
Multiplier
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Mass-Filter

Natürlich gelten die Randbedingungen für den Einsatz eines
Massenspektrometrs auch bei dieser Technik
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� Differentielles Pumpen weil der Druck >10 -5

mbar ist

� Ionenoptiken um die Ionen ins Massenfilter 
zu bringen

Was ist noch notwendig?
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Kugelkondensator:

Focus muss auf den Focus des Massenspektrometers
abgepasst sein. 

Grundausführung 90 Einlenkung

Kann auch unter jedem kleineren 
Winkel fabriziert werden

Kann um 360 0 um die Achse des 
Massenspektrometers gedreht 
werden.
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Resultat:

Kann über den Flansch 
gewechselt werden

Turbomolekular
Pumpe zum
differentiellen
Pumpen

Ions

Ionen Transfer Optik Massen-Filter

S
E
V

Anpassbare Eintauchtiefe
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„so einfach
ist das?
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� Natürlich zeigt man gerne (meist) nur Experimente, 
die auf Anhieb gelingen

� SIMS-Profil aufgenommen an einer Ion Milling-
Anlage von Commenwealth Scientific

� Was ist bei der Technik zu beachten, wo liegen 
Tücken?

� Was wissen wir eventuell noch nicht?
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University of Osaka , Materialforschung:
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W
as soll denn das?
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� Stören, weil die Auflösung beeinträchtigt wird

� Nicht durch die Substratrotation alleine zu erkläre n

� Sind dies reale Konzentrationsschwankungen im 
Schichtaufbau?

� Sicher, die Optik muss auf die Substratmitte zielen , 
aber,..

Oszillationen:
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„nicht nur in der Volkswirtschaft gibt es Verteilun gsprobleme“
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� Auflösung bis unter eine Monolage

� Material selektiv, 500 amu deckt das gesamte 
Periodensystem ab.

� Jede Ionenoptik ist energie-selektiv, daher muss even tuell 
zwischen schweren und leichten Elementen optimiert 
werden.

� Optik sollte auf die Substrat-Mitte zielen, aber es g ibt noch 
andere Effekte als die Substratrotation, die zu Oszil lationen 
führen können.

� Standzeiten hängen vom Prozess ab, Dielektrika, Metal le,

Zusammenfassung:


